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度反射率が Schwarzschild 型光学素子の結像特性に与える影響を示した。 
 第３章では元素の吸収端近傍の光学定数を求める手法について述べ、それぞれの手法を
用いて、C-K 吸収端における C の光学定数、Ti の吸収端におけ TiO2の光学定数、Si の L
吸収端における Si の光学定数を求めた。 
 第４章では第３章で得た光学定数を用いてそれぞれの吸収端近傍における多層膜の応用
について示した。Si の吸収端近傍における Mo/Si の多層膜については分光反射率特性の実
験値に基づき、従来の光学定数を用いたシミュレーションとの比較を行い本研究の有効性


























行い、C の K 吸収端近傍における C の光学定数の測定には光電子収率法が、Ti の L 吸収端
近傍における TiO2の光学定数には反射率測定法が、Si の L 吸収端近傍における Si の光学
定数には透過率測定法が最適であることを見いだしている。 
 次に、最適な光学定数測定法により得た光学定数を用いて、C の K 吸収端、Ti の L 吸収
端、Si の L 吸収端のそれぞれの吸収端近傍の異常分散を利用した多層膜への応用について
知見を得ている。特に Si の L 吸収端近傍における Mo/Si の多層膜については分光反射率特
性の測定実験を行い、従来の光学定数を用いたシミュレーションとの比較から本研究の有
効性を明らかにしている。 
 続いて、Ti 吸収端近傍においては、ZnO/TiO2多層膜について「水の窓」波長範囲で広い
反射率特性を示すブロードバンドミラーや広い角度範囲で高反射率特性を示すワイドバン
ドミラーのシミュレーションを行い、極端紫外線顕微鏡に用いうる Schwarzschild 型光学
素子における結像特性や集光特性に与える有効性を初めて明らかにしている。 
 以上のように、本論文は、極端紫外線領域に吸収端を有する薄膜物質を用いた多層膜光
学素子の、吸収端近傍の異常分散を有効に利用する上での斬新かつ重要な指針を示してお
り、極端紫外線領域における分光計測分野ならびに結像光学系、集光光学系などの極端紫
外線光学分野の発展に寄与するところが大きい。よって、本論文の著者は、博士（工学）
の学位を受ける資格を有するものと認める。  
 
